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In dem industriellen Verbundprojekt VeronA 

arbeiten EDA-Anwender, EDA-Forscher und EDA-

Anbieter gemeinsam daran, eine Grundlage für 

die automatisierte Verifikation analoger Schal-

tungen und Systeme zu schaffen. Dabei geht es 

im Wesentlichen darum, grundlegende Elemente 

einer durchgängigen Verifikationsmethodik inte-

grierter analoger Schaltungen zu entwickeln, 

damit auch die analogen Teile von Mixed-Signal-

Chips verifiziert werden können. Insbesondere 

wird die Eignung der Methoden für den industriel-

len Einsatz überprüft. Die zu erwartenden Projekt-

ergebnisse werden die Effizienz und Qualität der 

Verifikation wesentlich steigern, was letztlich zu 

qualitativ hochwertigeren Endgeräten bzw. Pro-

dukten führen wird.

Motivation

In unserer Zeit, in der die Forderungen an Qualität, 

Sicherheit und Leistungsumfang vom steten Streben 

nach Wachstum geleitet sind, reicht es nicht aus, 

lediglich die Funktionalität von Systemen zu steigern. 

Vielmehr gilt es, die Funktionstüchtigkeit und Zuver-

lässigkeit der immer komplexeren Systeme bereits 

während des Entwurfs zu verifizieren. Verifikation 

meint dabei eine vollständige gezielte Überprüfung der 

Funktionalität eines Chips vor der Fertigung. Nur durch 

bessere SoC-Verifikationsmethoden können sicherere 

und hochwertigere Produkte entstehen.

Der hohe Anspruch dieser Aufgabe wird allerdings erst 

anhand der Komplexität eines Chips deutlich, welcher 

mehrere Millionen miteinander verbundener Transi-

storen mit mehreren Ein- und Ausgängen enthält. Um 

die korrekte Funktion eines so komplizierten Systems 

von Elementen und Verbindungen zu überprüfen, 

sind die zu verschiedenen Zeitpunkten anliegenden 

Spannungen und die dabei fließenden Ströme zu 

kontrollieren und mit ihren Sollwerten zu vergleichen. 

Diese anspruchsvolle Aufgabe ist lange Jahre unter-

schätzt worden. Trotz der intensiven Entwicklungen 

beansprucht die Entwurfsverifikation heute bis zu 70 

% der Entwurfszeit. Die steigende Integrationsdichte 

von Chips hat dafür gesorgt, dass die Zahl der Tran-

sistoren auf einem Chip stetig gewachsen und ihre 

Größe stetig gesunken ist. Letzteres ist insbesondere 

durch die Prozessschwankungen problematisch gewor-

den und hat außerdem zu einer steigenden Zahl an zu 

berücksichtigenden physikalischen Effekten geführt. 

Durch diese Veränderungen ist eine Vielzahl ungelö-

ster Verifikationsprobleme entstanden, so dass seit 

einiger Zeit von einer „Verifikationskrise“ die Rede ist. 

Selbst mit fortschrittlichen Methoden ist derzeit nur 

eine unvollständige Verifikation möglich, wodurch das 

Risiko steigt, dass Schaltungen, die Fehler aus dem 

Entwurf aufweisen, an den Kunden weitergegeben 

werden. Dass dieses Risiko einer unzureichender 

Verifikation hoch ist, zeigt die im Jahr 2003 von Collett 

International Research durchgeführte „IC/ASIC Design 

Closure“-Studie: Danach existiert eine 45-prozentige 

Wahrscheinlichkeit, beim Entwurf einen funktionalen 

Fehler zu begehen. 

Noch dramatischer stellt sich diese Situation für den 

Bereich der Verifikation analoger Schaltungen dar, 

die um ein Vielfaches schwieriger ist, als bei digitalen 

Schaltungen. Dies ist insbesondere dadurch gege-

ben, dass die Überprüfung analoger Signale deutlich 

aufwändiger als die Überprüfung digitaler Signale ist. 

Während im Digitalbereich im Wesentlichen nur das 

Erreichen von zwei Zuständen (0 oder 1) überprüft 

werden muss, müssen im Analogbereich ganze Signal-

verläufe überprüft werden, ob sie innerhalb eines 

gegebenen Toleranzschlauchs liegen. Wegen der 

zusätzlich durch die Betrachtung von zeit- und wertkon-

tinuierlichen Signalen steigenden Komplexität ist die 

Verifikation analoger Schaltungen ohne neue Verfahren 

und Algorithmen nicht zu lösen.

In dieser erhöhten Schwierigkeit besteht jedoch auch 

die Chance für einen hohen wirtschaftlichen Nutzen 

durch die Verbesserung der Verifikation analoger 

Schaltungen. Dieser resultiert in einer zu erwartenden 

drastischen Reduktion der Entwurfszeit analoger Schal-

tungen. Es kann davon ausgegangen werden, dass der 

Entwurfsaufwand bei gemischt analog/digitalen Schal-

tungen (Mixed-Signal-Schaltungen) mittlerweile bis zu 

80 % des Gesamtaufwandes beträgt und dies obwohl 

die Chipfläche, die von analogen Komponenten belegt 

wird, nur etwa 20 % der Gesamtfläche einnimmt. 

Durch die stetig wachsende Zahl von Mixed-Signal-

Designs wird dieser potenzielle Nutzen zusätzlich 

verstärkt.

VeronA – Verifikation analoger Schaltungen 
Mit dem Projekt VeronA wurde wieder einmal ein F&E-Projekt aus dem schwierigen, für Europa so wichtigen Analog-Bereich genehmigt.
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